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Summary

In the field of analog-to-digital converter (ADC) testing many types of test signals are ap-
plied for the evaluation of ADC dynamic parameters. The research introduced in this thesis
is focused on the standardized and most common test signal-—sine wave. Several possible
imperfections of this signal are analyzed and, if necessary, their correction or an alternative
method described. In addition, test systems of several European laboratories are compared
because of the portability of results of ADC testing. For this purpose a new transportable
high-stable reference ADC device was designed and the first prototype made.

Resumé

V oblasti testovani analogové &islicovych prevodnikii (ACP) se pro vyhodnoceni dynamickych
parametrt ACP pouzivéd mnoho druhti testovacich signéli.. Vyzkum popsany v této praci se
zameéfuje na standardni a nejbeznéjsi testovaci signal — sinusovku. Je zde analyzovéno nékolik
moznych nedokonalosti tohoto signdlu a v piipadé nutnosti je popsdn zpusob korekce nebo
alternativni metoda testovéni. Navic jsou zde kvuli prenositelnosti vysledki testovani ACP
porovany testovaci systémy nékolika evropskych laboratoii. Za timto ti¢elem byl navrzen a
vyhotoven prototyp prenosného vysoce stabilniho referenéniho ACP.

Zusammenfassung

Beim Testen von Analog-Digital-Umsetzer (ADU) werden viele verschiedene Testsignale zur
Bewertung der dynamischen Parameter der ADU eingesetzt. Die Forschung, welche in dieser
Arbeit beschrieben ist, konzertriert sich auf das standardisierte und am meisten verwen-
dete Signal — die Sinuskurve. Dabei wurden mehrere mogliche Imperfektionen dieses Sig-
nals analysiert und, wenn nétig, die Moglichkeiten zur Korrektur oder alternative Metho-
den beschrieben. Zur Sicherstellung der Ubertragbarkeit der Ergebnisse wurden diese mit
mehreren Testsystemen einiger européischen Labors verglichen und dafiir ein neuer tragbarer
hochstabiler Referenz-ADU entworfen sowie ein erster Prototyp realisiert.
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